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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 4-8: Standard test methods for specific applications —
Discharge shielding — Bags
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
101/293/FDIS 101/297/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
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INTRODUCTION

It is the intent of this part of IEC 61340 to provide industry with a common, repeatable method

for testing and determining the shielding abilities of electrostatic shielding bags.

This test method improved upon the existing industry test method for static shielding by

controlling some of the variables that were not previously addressed such as:

— discharge waveform characteristics;

— capacitive probe capacitance;

— bag

size

This tg
probes|
eliming
which

esulted in measurement errors.

o3

oltage
one to

8 _probes
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ELECTROSTATICS -

Part 4-8: Standard test methods for specific applications —
Discharge shielding — Bags

1 Scope

This ps

discha

The pyrpose of this standard is to ensure that testing laboratories

evalua

2 Ngrmative references

e a given packaging material will obtain similar results.

jostatic

thod to

The following referenced documents are indispensab of this documgnt. For
dated references, only the edition cited applies. Fof und nces, the latest edjtion of
the referenced document (including any

ANSI/BSD STM5.1, ESD associatio 2 g ] for electrostatic discharge
sensitiyity testing — Human body model

ASTM [D-257-78 (reapprov d for DC resistance or conductance of
insulating materials2

3 Tdrms and@fi

For the

3.1
electrq
barrier

3.2

electrg
barrier
resultin

owing terms and definitions apply.

e penetration of an electrostatic field

pstatic-disc ge shield

g-from an electrostatic discharge

or-enclosure that limits the passage of current and attenuates an eIectromagnelIic field

4 Required equipment

4.1 ESD simulator

A basic ESD simulator is shown in Figure 1. This simulator and the resulting waveforms were
taken from ANSI/ESD STMS5.1. The equivalent circuit for the simulator consists of a 100 pF
capacitor in series with a 1 500 Q resistor.

1 ESD Association, 7900 Turin Road, Bldg. 3, Ste 2, Rome, NY 13440-2069, 315-339-6937, www.esda.org

2 American Society for Testing and Materials (ASTM) 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103-1187, 215-299-
5400
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4.2 Waveform verification equipment

Equipment capable of verifying the pulse waveforms defined in this part shall include, but is not
limited to, a storage oscilloscope, a high voltage resistor and a suitable current probe.

4.2.1 Oscilloscope

A digital storage oscilloscope capable of a 200 MHz single shot bandwidth and a minimum
sampling rate of 500 MSPS.

4.2.2 Current probe

The current probe shall have a minimum frequency response of 500
currenf probes that meet this requirement are a Tektronix CT-1, CT-2 and
cable length shall be 1 m.

ncluded|in the
] Ximum

4.2.3 High voltage resistor

The resistor shall be a 500 Q, 1 % tolerance, 1 000 V, low~N
(Caddqgck Industries type MG or equivalent).

al film

4.3 Capacitive probe

A parallel plate capacitive probe shall be S i Citance
for thg probe shall be 8 pF * I an be verified accordling to
Clausd 6, point c).

The sgacer between the plates shall be m A bonate
or acryfic.

4.4 Pischarge electrode @

The digcharge e@
diameter and sha <

ground electrode k 9 2% cm (8" x 10") and have a surface resistivity
than 1]Q x 1013 @ guars red by ASTM D257-78.

10") in
ds the
jreater

4.5 Bag size

The bgdgs used™MNyr.t espshould be 20 cm x 25 cm (8" x 10" with 20 cm (8") being the open
end.

NOTE |f other bag sizes are used, care must be taken to ensure that the same size bag is used to| provide
consistent and fair comparison of bags from various manufacturers. Bags, which are not large enough to have the
capacitive probe completely inside the bag may yield erroneous results. Bags with substantial differences in
thickness may yield results that do not correlate due to the increased transmission length through the bag.

4.6 Computer/software

A computer should be used to analyse the data that is acquired by the oscilloscope. A generic
description of the analysis system is described in Annex A.

4.7 Environmental chamber
A chamber is required that can meet the following environmental test conditions:

— control humidity to 12 % RH £ 3% RH at a temperature of 23° C £+ 2° C (73° F £ 3° F);
— control humidity to 50 % RH + 5% RH at a temperature of 23° C + 2° C (73° F £ 3° F).


https://iecnorm.com/api/?name=d63a8e7b7351b2313108518f2407ba4c

-8- 61340-4-8 O IEC:2010

5 ESD simulator waveform verification procedure

The following procedure shall be used to verify the resistive current (/p) waveform from the

ESD si

mulator.

a) Connect the 500 Q resistor specified in 4.2.3 to the wiring from the ESD simulator
discharge and ground connections keeping the cabling as short as possible (the cables
used should be the same as those used to perform the shielding test). Connect the current
probe around the wire end of the resistor which is connected to the ESD simulator ground.
Connect the discharge electrode cable to the tester output and the ground electrode cable
to equipment ground.

NOT

b) Co
50

c) Sef

d) Sef
Ob
sha

e) If n
+ 1
Thi

f) Sef
cor
in A

g) Usi
of
res
hig

(x 6 pJ). This is ob

6 System ve i

a) Co

[E _Thao nduetiva-diceharaa and araiind oloctradoc ara oot ood for thic nortion of thao toct
= T+ Rertet-o—-art Hege—aha-grothe—6r o oottt S—+o—trS—poertHei—o—tRe—+ g

hnect the current probe to the storage oscilloscope. Set the scopeé
0. (Match the impedance of the probe and the scope input.)

the ESD simulator discharge voltage to 1 000 V.
the horizontal time scale in the oscilloscope to 5 ns pg

D % is obtained. This voltage level represen
5 is the voltage level that will be used in Clays

Pla

c) Sef theharizo
pulses, The peak current, due to the capacitive loading of the capacitive probe, sh

al fime scale in the oscilloscope to 5 ns per division and initiate a 1

nce to

pulse.

meters

0,50 A
level.

ve the
shown

apable
re the
500 Q

50 pd

probe.
hat the
bligned

nce to

000 Vv

all not

reduce’the peak current to less than 0.42 A due to the capacitance of the capacitive probe.

NOTE

If the reading is outside of this range, check the capacitance of the capacitive probe with a cap

meter and/or adjust the length of the wiring if necessary.

7 Test procedure/conditioning

The test procedure shall be as follows:

acitance

a) Place a minimum of six samples of the product to be tested in an environmental chamber

set

for the following conditions:

temperature: 23 °C +2 °C (73 °F = 3 °F)
relative humidity: (12 + 3) % RH
conditioning period: minimum of 48 h
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Place an equal number of additional samples into an environmental chamber set for the
following conditions:

— temperature: 23 °C +2°C (73 °F £ 3 °F)

— relative humidity: (50 + 3) % RH

— conditioning period: minimum of 48 h.

NOTE All testing to be performed in the conditioned environment.

Place the capacitive probe into the 20 cm x 25 cm (8" x 10" bag such that it is 10 cm

(4") inside the bag opening and is centered, side to side. Insure good contact between the
electrodes, the bag and the probe. If other bag sizes are used, the capacitive probe is to be
placed in the geometric centre of the bag.

Sef the oscilloscope horizontal time scale to 50 ns per division. The forizontal tisz scale

maly have to be adjusted if the entire current waveform is not displaye ilogscope.
Initjate a 1 000 V pulse (or 1 000 V equivalent) as determined in 2

If using a computer, calculate and record the energy seen ingide tR for the
resjstance setting for the software). Repeat step d) five more i points

per bag.
Repeat steps b) through e) for the remaining five samples:
Repeat steps b) through f) for the bags that were €onditionad.a

Reporting

Report the average, minimum, maxifg adings

for [both humidity levels.
Regord the following extra informati
— |peak current;

— |bag size;
— |bag thickness;
- condition@e i
e/model/serial/number);
ber and last calibration date.
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Discharge
R1 Capacitive electrode
B der test
10 ko ag under tes probe
10 MQ
ESD simulator
(Nominally 100 pF
and 1 500 pF)
SWi1
Ground
electrode

NOTE 1| The current probe is specified in 4.2.2.
NOTE 2| The 500 Q resistor (R2) is specified in 4.2.3.
NOTE 3

NOTE 4

Switch SW1 is closed 10 ms to 100 ms after the p
electrodp is not left in a charged state. The switch should be
pulse. RI1 and SW1 are part of the ESD simulator’s internal

R

flse delive
dpen (at jeast™
reuitry

eciod toensure that the d
9/ms>priop'to the delivery of

cC)pa' ance and inductance.

by parasiti

N

R2
500 Q

Current
probe

EC 2584/09

scharge
the next
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Insulating material

L / Such as polycarbonate or acrylic
1,3cm

+ 0,025 cm

T

e
Conductive plates
Diameter: 2,2 cm + 0,025 cm
Thickness: 0,15cm + 0,15 cm
3,8cm is NEE
+0,15¢cm iR
I' 3,8cm
+0,15cm
% IEC 2585/09
%%’rae plate capacative probe
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h\
R | T+
90 % ‘\;‘
I —

The

The|

10%*‘

0J<. b g

Figure 3a — 50 ns per divisi

Ip \(O ]
\ AT L]
\ X

)

36,8 %

9

) >

7

@
v

IEC 2587/09

Figure 3b — 100 ns per division

cuprent' wavefornf shall be measured as described in Clause 5.

current waveform shall have the following characteristics:

pulse rise time (#,) 5 ns to 20 ns

pulse decay time (ty) 200 ns £ 20 ns

maximum peak to peak ringing (/) shall be less than 15 % of /, with no observable ringing 100 ns after the
start of the pulse

peak current (/5) shall be within 10 % of the value specified in Clause 5, point e).

Figure 3 — Current waveform through a 500 Q resistor
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Annex A
(informative)

Energy calculation program

There are several methods of obtaining the energy measurements required by this test
procedure. It is possible to purchase a system where energy is directly calculated. However, in
the event that a computer is used to calculate energy, the following steps will help a user of the
test method establish his own program.

NOTE 1
between
acquired
subtract

In ords

1) Do
2) Divi
().
NO
3) Tal
4) Ca

5) Mu
eneg
pre]
eneg

The ab

where

R ist

ed from the calculated waveform area.
r to calculate energy, the software performs the following g

vnload the data from the storage oscilloscope to the

de the voltage reading obtained from the scope b
The conversion factor for the CT-1 is 5 V/A.

tiply the integral of /2 waveform by istance. example, when calculat
rgy of the ESD simulator, the fesis ishsituation consists of 2 000 Q
cision resistor and imuldtor in series). When calculat
rgy of the bag sys

’

t st
I ist
n ist

ples;
he current freprobe (voltage/5 for CT-1);
hefotal number of samples.

ifferences

e, if the
must be

current

ng the
500 Q
ng the
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
ELECTROSTATIQUE -
Partie 4-8: Méthodes d’essai normalisées
pour des applications spécifiques —
Blindage contre les décharges — Sacs
AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondialé mposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ja objet de
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de norm dines de
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités ionales,
des Bpécifications techniques, des Rapports techniques, des SpeC|f|cat| s ace ) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabor '‘études,
aux [travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje isations
interhationales, gouvernementales et non gouvernementales, en I|a| hent aux
travgux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation | lon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEIl concernant le mesure
du ppssible, un accord international sur les su1ets étu e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque cgmité

3) Les Publications de la CEIl se présentent seus |2 fo e d 1 agréées
comine telles par les Comités nationaux de la . atsefinables sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu techniqué de ses ptiblications; la CEIl ne peut pas étre tenue respongable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati i i un quelconque utilisateur final.

4) Dang le but d'encourager I'uxiformité és’nationaux de la CEIl s'engagent, dans|toute la
mesfyire possible, a appliquer de ublications de la CEIl dans leurs pubjications
natignales et régionale s Publications de la CEl et toutes pubjications
natignales ou régionales| corresp ndiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La JEI elle-mémegne fo rnit au e_attestation de conformité. Des organismes de certification indégendants
fourrjissent des g mvité et, dans certains secteurs, accédent aux marfjues de
confprmité de la I Bsponsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
certification indépendants

6) Touqd les utilisateyrs doiv sont en possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Aucyne a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
manglataire particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natigna gour\tout prgjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
domnage de_quelque. naturg que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jysti 8 coulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toutq autre Ruplication de

8) L'attention estha ur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencéesjest obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attpntion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgnt faire
I’objet de droits de brevel. La CEI ne saurait eire tenue pour responsable de ne pas avolr identifiie de tels droits

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEIl 61340-4-8 a été établie par le Comité d'études 101 de la CEl:
Electrostatique.

Le texte de cette norme est issu de la norme américaine ANSI/ESD STM11.31-2006. |
soumis aux Comités Nationaux pour vote dans le cadre de la procédure accélérée (Fast Track
Porcedure).

Cette version bilingue (2011-04) remplace la version monolingue anglaise.

Le text

e anglais de cette norme est issu des documents 101/293/FDIS et 101/297/RVD.

| a été
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Le rapport de vote 101/297/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61340, présentées sous le titre général
Electrostatique, peut étre consultée sur le site web de la CELI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilite indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.chy s les . données
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnduite,
* supprimée,
* renpplacée par une édition révisée, ou

=
r
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61340 est destinée a fournir a I'industrie une méthode commune,
et reproductible pour les essais et la détermination des capacités de blindage des sacs de
blindage électrostatique.

Cette méthode d’essai améliore la méthode existante utilisée dans I'industrie pour le blindage
antistatique en contrélant certaines variables qui n’étaient pas traitées antérieurement comme:

les caractéristiques des formes d’onde des décharges;

la capacité de la sonde capacitive;

Cette

deux s
été faif
qui dor

a taille du sac.

naient des erreurs de mesure.

o3

ion de
Ceci a
ension
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ELECTROSTATIQUE -
Partie 4-8: Méthodes d’essai normalisées

pour des applications spécifiques —
Blindage contre les décharges — Sacs

1 Domaine d’application

La prdsente partie de la CEl 61340 fournit une méthode d’essai - ign des
performances des sacs de blindage contre les décharges électrosta N ensfion de
conception de I'appareillage d’essai est de 1 000 V.

La présente norme est destinée a assurer que les laborato t cette

méthode d’essai pour évaluer un matériau d’emballage Jsultats
similaifes.

2 Références normatives

Les dpcuments de référence suivadts ‘sord indis S résent
documgpent. Pour les références datées, S es non
datées| la derniére édition du docum entuels
amendements).

ANSI/ESD STM5.1, ESR ischarge
sensitiyity testing — Human body model (F

ASTM |D-257-78 ap - rdtest method for DC resistance or conductance of
insulating materia

Pour Igs ument, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
blindapge électros

barrierg ou.envelopp€ qui limite la pénétration d’'un champ électrostatique

3.2

blindage contre les décharges électrostatiques

barriere ou enveloppe qui limite le passage d'un courant et atténue un champ
électromagnétique résultant d’'une décharge électrostatique

1 ESD Association, 7900 Turin Road, Bldg. 3, Ste 2, Rome, NY 13440-2069, 315-339-6937, www.esda.org

2 American Society for Testing and Materials (ASTM) 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103-1187, 215-299-
5400
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4 Equipement exigé

4.1 Simulateur ESD

La Figure 1 représente un simulateur ESD de base. Ce simulateur et les formes d’onde qui en
résultent sont tirés de la norme américaine ANSI/ESD STM5.1. Le circuit équivalent pour le
simulateur comprend un condensateur de 100 pF en série avec une résistance de 1 500 Q.

4.2 Equipement de vérification de la forme d’onde

L’ equement qui est capable de vérifier Ies formes d ondes des |mpuI3|ons définies dans la
présente—p e, une
résistapce haute tension et une sonde de courant adaptee

4.2.1 Oscilloscope

Oscilloscope de stockage numérique présentant une bande pas n taux

d’échaptillonnage minimal de 500 MSPS.

4.2.2 Sonde de courant
La sonlde de courant doit avoir une réponse en frégdenge minin . odéles

Tektropix CT-1, CT-2 et CT-6 sont inclus dan ) i i b cette
exigenre. La longueur maximale du caple.est

wivanie 0 Q, tolérance 1 %, 1 000 V| faible
tion\ (type MG de Caddock Industrjes ou

4.2.3 Résistance a haute tension

La rés|stance doit avoir les caracterlstque
inductance, film métalligu

équivalent).

4.3 Sonde ca

Une sdnde capamze canstitué es paralléles doit étre construite comme représgenté a
la Figure 2. La caps ¢ oiv’étre de 8 pF = 2 pF. La capacité de la sonde dpit étre
vérifiég¢ conformé i '

La pig
polyca

plaques doit étre en matériau isolant par exemple en

4.4 Flectrode/de décharge et électrode de terre

L’électfode-de décharge et celle de terre doivent avoir un diameétre de 3,8 cm + 0,025 cm
(1,5" £10,010") et doivent étre en matériau conducteur |l convient que la zone de supgort qui
entoure I'électrode de terre fasse 20 cm x 25 cm (8" x 10") et posséde une résistivité de
surface supérieure @ 1 Q x 1013 Q par carré lorsqu’elle est mesurée selon la norme américaine
ASTM D257-78.

4.5 Taille du sac

Il convient que les sacs utilisés pour cet essai fassent 20 cm x 25 cm (8" x 10" avec une
extrémité ouverte de 20 cm (8").

NOTE Si d’autres tailles de sac sont utilisées, il faut veiller a s’assurer que la méme taille est utilisée pour
permettre une comparaison cohérente et correcte des sacs provenant de différents fabricants. Les sacs qui ne sont
pas assez grands pour contenir complétement la sonde capacitive peuvent générer des résultats erronés. Les sacs
qui présentent des différences importantes d’épaisseur peuvent donner des résultats qui ne se recoupent pas en
raison de la longueur de transmission accrue a travers le sac.
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4.6 Ordinateur/logiciel

Il convient d'utiliser un ordinateur pour analyser les données qui sont acquises par

I'oscilloscope. Une description générique du systéme d’analyse est décrite a ’Annexe A.

4.7 Chambre climatique

La chambre exigée doit remplir les conditions d’essai d’environnement suivantes:

— contrbler 'humidité a 12 % de HR * 3% de HR a une température de 23° C £+ 2° C
(73°F £ 3° F);

— contrblerthumidité—a—b60—%—de—HR—+ 5% de—HR—adnre—tem + 2° C
(73 F £ 3° F);

5 Procédure de vérification de la forme d’onde du simulg

La procédure suivante doit étre utilisée pour vérifier la forme\d’onde igtif (Ip)

provenjant du simulateur ESD.

a) Connecter la résistance de 500 Q spécifiée en 4.2 exions
de |[décharge et de terre du simulateur ESD en cohservant ubetongue la plus
colrte possible (il convient que les cébles utilisé j s pour
réaliser I’essai de blindage). Connegter la I L fil de
la résistance qui est connectée i ESD. Connecter le cdble de
I’élgectrode de décharge a la sortie de I'appa } terre a
la terre de I'équipement.

NOTE Les électrodes de décharge conductric t les\électrodes de terre ne sont pas utilisées pqur cette
partie de I'essai.

b) Connecter la sonde de.couxgnht a I'ossillas stockage. Régler la résistance d[entrée
de J'oscilloscope suf 2 impédance de la sonde et I'entrée de l'oscilloscppe.)

c) Régler la tensjan de dé : simylateyr ESD sur 1 000 V.

d) Régler I'éche e I e d€ l'oscilloscope sur 5 ns par division et initler une
imgulsion. Obse S p le courant de créte et I'oscillation de lal forme
d’ophde. Tous Jés es doivent etre dans les limites spécifiées a la Figure 3a et a
I’Anticle 5, poi

e) Sigela e xSl 3 er le niveau de tension du simulateur ESD jusqu’a I'obfention
d’up & 0,50 A £ 10 %. Ce niveau de tension représente un niveau de
dégharge ¥quiv 000 V. Il s’agit du niveau de tension qui sera utilisé a I'Articlg 7.

f) Régler I'echkelle tegnpdrelle horizontale de I'oscilloscope sur 100 ns par division et olyserver
la formed*onde de courant complete. L'impulsion doit satisfaire a 'exigence de temps de
degcente/(ty) comime représenté a la Figure 3b.

g) A laide-de I’nrr{innfnnr, nnnlyenr la forme d'onde de courant obtenue le Ingir\inl doit étre

capable de calculer I'énergie des différentes résistances. Pour cette partie de la procédure,
la résistance est de 2 000 Q (elle comprend 1 500 Q pour la résistance du simulateur ESD

et 500 Q pour la résistance haute tension). L’énergie provenant d’'une décharge de 1

000 V

(100 pF) doit étre de 50 pJ (+ 6 pJ). Le résultat est obtenu avec I'équation E = 1/2 CV2.

6 Procédure de vérification du systéme

a) Connecter la résistance de 500 Q entre les deux plaques conductrices de la
capacitive. Placer la sonde capacitive entre les électrodes de décharge et les électro
terre. S’assurer que I'électrode de décharge, la sonde capacitive et I'électrode de ter
alignées verticalement et qu’il y a un bon contact entre les trois éléments.

b) Connecter la sonde de courant a I'oscilloscope de stockage. Régler la résistance d’

de l'oscilloscope sur 50 Q.

sonde
des de
re sont

entrée
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c) Régler I'’échelle temporelle horizontale de I'oscilloscope sur 5 ns par division et initier une
impulsion de 1 000 V. Le courant de créte, d0 a la charge capacitive de la sonde capacitive,
ne doit pas réduire le courant de créte a une valeur inférieure a 0,42 A en raison de la
capacité de la sonde capacitive.

NOTE Si la valeur lue est hors de cette plage, vérifier la capacité de la sonde capacitive avec un capacimétre
et/ou ajuster la longueur du cablage si nécessaire.

7 Procédure d’essai/conditionnement

La procédure d’essai doit étre la suivante:

a) Pla
clin

Plalcer un nombre égal d’échantillons supplémentaires da

ave

NO7
b) Intn
qu

‘elle soit 10 cm (4") &

natique réglée avec les conditions suivantes:
température: 23 °C + 2 °C (73 °F £ 3 °F)
humidité relative : (12 + 3) % HR

durée de conditionnement: au minimum 48 h

¢ les conditions suivantes:
température: 23 °C + 2 °C (73 °F £ 3 °F)
humidité relative : (50 £ 3) % HR

ac et qu’elle soit centrée, bord

cer au moins six échantillons du produit a soumettre aux essai s. une(chambre

réglée

oduire la sonde capacitive $ 58 ) e a ce
e h bord.

S’ajssurer du bon conta sac et la sonde. Si d’autres tailles |[de sac
sort utilisées, la sop

c) Régler I'échelle t Cette
échelle tem ; t n’est
pag affichée en_enti

d) Initjer une imp erminé
a I’Article 5, pQint\e

e) Si un ordi ‘ ; ﬂjutiliser
500 Q 296 3 fésistance pour le logiciel). Répéter I'étape d) cing fois dle plus
pourdobteninsi i gde données par sac.

f) Répéter a e) pour les cing échantillons restants.

g) Répéter-les étapesg’b) a f) pour les sacs qui ont été conditionnés a 50 % de HR.

8 Rappert

a) Consigner les écarts moyen, minimum, maximum et type des 36 valeurs d’énergie lues
pour les deux niveaux d’humidité.

b) Consigner les informations supplémentaires suivantes:

courant de créte;

taille du sac ;

épaisseur du sac ;

durée de conditionnement ;

conditions d’essai;

description du simulateur ESD (marque/modéle/série/numéro);
oscilloscope, producteur/numéro du modele et date du dernier étalonnage.
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Electrode
de décharge

R1 ) Sondg )
10 K- Sac en essai capacitive
10 MQ
Simulateur ESD
(Nominalement <
100 pF et 1 500 pF)
SW1

EN ‘ R2

500Q

|
Sonde
de courant
Electrode
de terre

NOTE 1| La sonde de courant est spécifiée en 4.2.2.
NOTE 2| La résistance de 500 Q (R2) est spécifiée en 4.2.3.

NOTE 3|
que I'élg
moins 1
ESD.

NOTE 4

L'interrupteur SW1 est fermé 10 ms a 100 ms apres (a pg

Oscillbscope

IECN\25p4/09

rigdecdeMjvrais e I'impulsion pour| assurer
que l'interrupteur soit opvert au
circuits internes du simulateur

8es par Ia capacité et I'inductance parasife.



https://iecnorm.com/api/?name=d63a8e7b7351b2313108518f2407ba4c

	English

	CONTENTS
	FOREWORD
	INTRODUCTION
	1 Scope 
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 Required equipment
	4.1 ESD simulator
	4.2 Waveform verification equipment
	4.3 Capacitive probe
	4.4 Discharge electrode and ground electrode
	4.5 Bag size
	4.6 Computer/software
	4.7 Environmental chamber

	5 ESD simulator waveform verification procedure
	6 System verification procedure
	7 Test procedure/conditioning
	8 Reporting
	Annex A (informative) Energy calculation program

	Figures

	Figure 1 – ESD simulator
	Figure 2 – Parallel plate capacative probe
	Figure 3 – Current waveform through a 500 ( resistor


	Français

	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	INTRODUCTION
	1 Domaine d’application 
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Equipement exigé
	4.1 Simulateur ESD
	4.2 Equipement de vérification de la forme d’onde
	4.3 Sonde capacitive
	4.4 Electrode de décharge et électrode de terre
	4.5 Taille du sac
	4.6 Ordinateur/logiciel
	4.7 Chambre climatique

	5 Procédure de vérification de la forme d’onde du simulateur ESD
	6 Procédure de vérification du système
	7 Procédure d’essai/conditionnement
	8 Rapport
	Annexe A (informative) Programme de calcul de l'énergie

	Figures

	Figure 1 – Simulateur ESD
	Figure 2 – Sonde capacitive à plaques parallèles
	Figure 3a – 50 ns par division
	Figure 3b – 100 ns par division
	Figure 3 – Forme d’onde de courant à travers une résistance de 500 (





